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内容概要

韦斯特等编著的《CMOS超大规模集成电路设计(第4版)》是本经典教材。
本版本反映了近年来集成电路设计领域面貌的迅速变化，突出了延时、功耗、互连和鲁棒性等关键因
素的影响。
内容涵盖了从系统级到电路级的CMOS
VLSI设计方法，介绍了CMOS集成电路的基本原理，设计的基本问题，基本电路和子系统的设计，以
及CMOS系统的设计实例(包括一系列当前设计方法和
(2MOS的特有问题，以及测试、可测性设计和调试等技术)。
全书加强了对业界积累的许多宝贵设计经验的介绍。

《CMOS超大规模集成电路设计(第4版)》可作为高等院校电子科学与技术、微电子学与固体电子学、
集成电路工程、计算机科学与技术、自动化、汽车电子及精密仪器制造等专业的本科生和研究生
在CMOS集成电路设计方面的教科书，并可作为从事集成电路设计领域研究和技术工作的工程技术人
员和高等院校教师的常备参考书。
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